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INTERESSADO: TODOS
JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ESCOLHA DE MARCA

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO E DA AREA REQUISITANTE
* Processo Administrativo n2: 23089.030711/2026-29

« Area Requisitante: Programa de Pés-graduagdo em Engenharia e Ciéncias de Materiais PPG-ECM

* Responsavel pela Justificativa: Prof. Dra. Kitia Regina Cardoso (Vice Coordenadora PPG-ECM) e Sonia Maria de Melo (técnica em radiologia)

2. OBJETO DA CONTRATACAO
A presente justificativa tem por objeto a de port: tra de vidro jelo: SH, Glass, 0.2mm Ind, 20x20mm para o Difratdmetro de Raios X modelo Ultima IV, da marca Rigaku, fornecido exclusivamente por Dairix
equipamentos analiticos Itda, Distribuidora Exclusiva da Marca Rigaku no Brasil, inscrita no CNPJ sob o n® 58.626.300/0001-60.

3. CARACTERIZAGAO DA NECESSIDADE E DO CONTEXTO DA DEMANDA

O Difratometro de Raios X Ultima IV da marca Rigaku disponivel na institui¢do ¢ utilizado regularmente nas atividades académicas e de pesquisa relacionadas ao Curso de Engenharia de Materiais, sendo o porta-amostra de vidro um acessorio
essencial para a realizagio dos difratogramas. Nele ocorre o adequado acondici € posici » das amostras durante a realizagido das anélises, como os projetos de pesquisa Sei 3605696 e Sei 3605704 em andamento no Programa de

Poés-graduagdo em Engenharia e Ciéncias de Materiais PPG-ECM anexados a este processo. A demanda visa:

« manter o Difratdmetro de Raios X em condi¢des adequadas de utilizagao;

e« garantir a continuidade das anélises de caracterizagdo de materiais em andamento;
« atender as atividades praticas do curso de Engenharia de Materiais;

o dar suporte as atividades de ensino, pesquisa e extensdo;

reduzir a necessidade de encaminhamento de amostras para analises externas;
evitar interrupgdes decorrentes da falta de acessorios para preparagdo das amostras.

4. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ESCOLHA DA MARCA E DO BEM

Pretende-se adquirir porta-amostra de vidro Modelo: SH, Glass, 0.2mm Ind, 20x20mm para o Difratdmetro de Raios X modelo Ultima IV marca Rigaku
A aquisigdo sera realizada através da Dairix Equipamentos Analiticos Ltda, representante exclusiva no Brasil dos Produtos licenciados pela Rigaku, isto se faz necessario por ser um acessorio exclusivo para o Difratdmetro de Raios X Ultima IV,
ndo sendo possivel encontra-lo disponivel no mercado em geral.

1. Especificagdes Técnicas Exclusiva:

Caracteristica 1: O porta-amostra deve ser compativel com o equipamento Ultima IV da Rigaku instalado em nosso Laboratorio

Caracteristica 2: Requisitos de Desempenho: Superficie de apoio perfeitamente plana, tolerancia dimensional milimétrica para encaixe exato no estdgio porta-amostras do difratdmetro de raios X Ultima IV da Rigaku, sem desvio de

altura focal.
Caracteristica 3: Alinhamento Optico: Mantém a superficie da amostra rigorosamente alinhada com o eixo goniométrico do equipamento. Desalinhamentos geram erros severos de posicio nos picos (26).

Caracteristica 4: Planicidade e Altura (Eixo Z): A amostra precisa estar perfeitamente nivelada na borda da cavidade; desniveis causam deslocamentos artificiais nos difratogramas.

2. Inviabilidade de substitui¢do por outra marca (p: 30 ou il ibili A opgdo pela aquisicdo de porta-amostras que atendam estritamente aos padrdes dimensionais, métricos e de design do fabricante Rigaku,
especificamente para o modelo de Difratdmetro de Raios X (DRX) Ultima IV da Marca Rigaku instalado em nosso Laboratdrio. A introdugdo de marca diversa resultaria em:

Incompatibilidade Fisica e Geométrica (Geometria de Bragg-Brentano):

O difratometro Rigaku Ultima IV opera com um goniémetro de altissima precisio. Para que a difragdo ocorra sem distor¢des nos angulos \(2\theta\), a superficie da amostra em po deve estar perfeitamente tangencial ao circulo de focagem. O
uso de porta-amostras com dimensdes externas diferentes do padrdo nativo da Rigea (50 mm x 35 mm x 2 mm) impede o encaixe correto nas pingas de fixagdo do cabegote ou no acessério de troca automatica de amostras (sample changer).
Erro de Deslocamento de Superficie (Sample Displacement Error):

Qualquer variagdo micrométrica (superior a \(\pm 0,02 \text{ mm}\)) na espessura total do porta-amostra ou na profundidade da sua cavidade altera a altura do plano de difragdo em relagdo ao feixe de raios X. Isso gera o chamado sample
displacement error, que desloca artificialmente a posigao dos picos difratados no espectro, inviabilizando analises de identificagao de fases qualitativas e quantitativas confiaveis (como o Refinamento de Rietveld). Portanto, o acessério deve
seguir o padrio de engenharia mecénica da fabricante do equipamento.

Incompatibilidade com Acessorios Automatizados:
O modelo Ultima IV possui sistemas automatizados de almhamento optico (Cross Beam Optics - CBO) e sensores que exigem o paralelismo estrito do porta-amostra. O uso de pegas de marcas concorrentes (como Bruker ou Malvern

Panalytical), que p formatos e esp as disti (geralmente redondos ou com encaixes do tipo cauda de andorinha),néo sio pativeis com o Equij Ultima IV da Rigaku

3. Demonstragdo de Inexisténcia de Alternativa no Mercado: Em levantamento prévio das solugdes disponiveis no mercado, constatou-se que O modelo Ultima IV possui sistemas automatizados de alinhamento optlco (Cross Beam
Optics - CBO) e sensores que exigem o paralelismo estrito do porta-amostra. O uso de pecas de marcas concorrentes (como Bruker ou Malvern lytical), que formatos e

redondos ou com encaixes do tipo cauda de andorinha) N3o s3o pativeis com o i Ultima IV da Rigaku

Diante do exposto, a unidade requisitante ratifica a necessidade estritamente técnica da escolha da marca Rigaku, estando ciente da responsabilidade pelas informagdes prestadas neste documento.

S&o José dos Campos, 10 de setembro de 2026

Prof. Dra. Kétia Regina Cardoso

Vice Coordenadora PPG-ECM
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Sonia Maria de Melo

Responsavel pelo Laboratdrio de Caracterizagdo Microestrutural

Técnica em Raios X

Nucleo de Apoio a Pesquisa em Ciéncia e Engenharia de Materiais (NAPCEM)

Departamento de Ciéncia e tecnologia
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